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(57) Abstract: The invention relates to a measuring arrangement (10) for
interferometrically determining a shape of a surface (12) of a device under
test (14). Said measuring arrangement (10) comprises a light source (16) for
supplying an input wave (18) as well as a diffractive optical element (24). The
diffractive optical element (24) is suitably designed to generate, from the
input wave (18) by diffraction, a test wave (26) which is directed to the
device under test (14) and which has a wavefront that is at least partially
adjusted to an expected shape of the optical surface (12), and a reference
wave (28). The measuring arrangement (10) further comprises a reflective
optical element (30) for reflecting the reference wave (28) as well as a
capturing device (36) for capturing an interferogram generated by
superposing the test wave (26), upon its interaction with the device under test
(14), and the reflected reference wave (28) following another diffraction of
the two waves on the diffractive optical element (24) in a capturing plane
(48). The invention further relates to a corresponding method for determining
the surface shape of a device under test (14).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Messanordnung (10) zur
interferometrischen Bestimmung einer Form einer Oberfliche (12) eines
Testobjekts (14).
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Die Messanordnung (10) umfasst eine Lichtquelle (16) zum Bereitstellen einer Fingangswelle (18) und ein diffraktives optisches
Element (24). Das ditfraktive optische Element (24) ist geeignet konfiguriert, jeweils durch Beugung aus der Eingangswelle (18)
einerseits eine auf das Testobjekt (14) gerichtete Priifwelle (26) mit einer zumindest teilweise an eine Sollform der optischen
Oberfliche (12) angepassten Wellenfront und andererseits eine Referenzwelle (28) zu erzeugen. Weiterhin enthilt die
Messanordnung (10) ein reflektives optisches Element (30) zur Riickreflexion der Referenzwelle (28) und eine
Frfassungseinrichtung (36) zum FErfassen eines Interferogramms, welches durch eine Uberlagerung der Priifwelle (26) nach
Wechselwirkung mit dem Testobjekt (14) und der riickreflektierten Referenzwelle (28), jeweils nach erneuter Beugung am
diffraktiven optischen Element (24) in einer Erfassungsebene (48), erzeugt wird. Ferner betriftt die Erfindung ein entsprechendes
Verfahren zur Bestimmung der Oberflachenform eines Testobjekts (14).
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